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走査型プローブ顕微鏡
（SPM (AFM))

触針式表面形状測定装置
（Dektak）

走査型Ｘ線光電子分光
分析装置(ESCA(XPS))

粉末Ｘ線回折装置
(XRD)

単結晶X線回折装置
(SC-XRD)

核磁気共鳴装置
(NMR(AVANCE400WB))

高速液体クロマト
グラフィー(HPLC)

質量分析装置
(MALDI-TOF-MS)

飛行時間型２次イオン
質量分析装置(TOFSIMS)

透過型電子顕微鏡
(FE-TEM)

走査型電子顕微鏡
(FE-SEM (EDX))

薄膜材料結晶解析Ｘ線
回折装置(TF-XRD)

電子スピン共鳴装置
(ESR)

核磁気共鳴装置
(NMR (AVANCE500))

ガスクロマト
グラフィー
(GC)

液体クロマトグラフ
質量分析装置(LC-MS)

走査型電子顕微鏡
結晶方位解析装置
（FE-SEM  EBSD-EDX）

マルチグレーティング
マイクロプレートリーダー

集束イオンビーム加工
観察装置(FIB)

超遠心機
超性能収束
クロマトグラ
フィー(UPC)

電子線マイクロアナライザ
(EPMA)

有機微量元素分析装置
（EA)

エネルギー分散型
蛍光Ｘ線分析装置

クロスセッションポリシャ
（CP）

誘導結合プラズマ発光
分光分析装置(ICP)

表面分析

質量分析

元素分析

構造解析

定量分析

その他の分析・工作

試料調整用装置

H,He,Li,Be,B,C,N,O,F,Ne,Na,Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,As,Se,Br,Kr,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Tc,Ru,Rh,Pd,Ag,Cd,In,Sn,Sb,Te,I,Xe,Cs,Ba,La,Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Hf,Ta,W,Re,Os,Ir,Pt,Au,Hg,Tl,Pb,Bi,Po,At,Rn,Fr,Ra,Ac,Th,Pa,U,Np,Pu,Am,Cm,Bk,Cf,Es,Fm,Md,No,Lr,Rf,Db,Sg,Bh,Hs,Mt,Ds,Rg,Cn,Nh,Fl,Mc,Lv,Ts,Og

液体試料

固体試料

粉末試料

主な使用用途のグループ分け
使用する試料の種類
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蒸着装置 ラマン顕微鏡

ｓ

顕微鏡

ｓ

(Autoflex)  (S3000))

(XRF) (EA1000AIII)

卓上走査型電子顕微鏡
（卓上SEM)

ｓ

(PE社) (JSL社)

動的光散乱（LB-550)

ｓ

３Dプリンター

ゼータ電位計
（ELSZ-2000)

ｓ

ｓ


